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第 2 章では、X 線分析における基礎、本研究で用いた電子プローブX線分析装置、微小部蛍光X 線 
分析装置、および、斜出射X線分析法についてその原理や装置構成、得られる情報等を比較しながら 
詳細に示した。
第 3 章では、金属材料腐食面上の微小介在物の分析に斜出射電子プローブマイクロアナリシス法を 
適用した例を取り上げ、この方法により母相成分の影響を受けずにサブミクロンオーダーの介在物に 
対してX 線元素分析が可能であることを実証した。




第 5 章では、ポリキャピラリーX線集光素子により作成したX 線マイクロビームを励起源とする斜 









第 2 章では、X 線分析における基礎、本研究で用いた電子プローブマイクロアナリシス装置、ポリ 
キャピラリーX 線集光レンズを配する微小部蛍光X線分析装置、斜出射X 線分析法についてその原理 
や装置構成、得られる情報等を比較しながら示している。
第 3 章では、金属材料腐食面上の微小介在物の分析に斜出射電子プローブマイクロアナリシス法を 
適用している。この方法により母相成分の影響を受けずにサブミクロンオーダーの介在物に対して斜 
出射X 線元素分析が可能であることを実証している。
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